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符合 ISO 17294-2 规定的水质分析
国际标准 ISO 17294-2 规定使用 ICP-MS 方法测定饮用水、地表水、地下水和废水中
的多种分析物[1]。ISO 17294-2 将几种稀土元素 (REEs) 列入分析物，但 REEs 会与其
他所需分析物发生光谱重叠。通常，水样中的 REEs 浓度较低，而某些天然水样中含
量可能更高，并且人类活动可使 REEs 水平高于自然水平。REEs 的第二电离势比较
低，意味着它们比大多数其他元素更容易形成双电荷离子 (M2+)。四极杆 ICP-MS 根
据质荷比 (m/z) 实现分离，因此使用四极杆 ICP-MS 测量时，这些双电荷离子的质量
数只有其真实质量数的一半。如果样品中含有较高水平的 REEs，这些 M2+ 的干扰可
能会导致砷和硒等元素的测量信号偏高，进而导致这些重要元素出现假阳性结果[2]。
Agilent ICP-MS MassHunter 软件包含对 REE2+ 干扰的实时校正功能，确保存在 REEs 
的情况下获得准确的 As 和 Se 结果。

省时的方法开发
采用 Agilent 7850 ICP-MS 进行分析。选择“通用”的预设方法应用等离子体参数，
所有透镜均自动调谐。方法设置由 ICP-MS MassHunter 的“方法向导”定义，这是
一项自动化功能，可应用所有必需的采集和数据分析参数，包括 M2+ 校正。此方法
可确保始终最佳采集参数，不受用户经验的影响。

简单的自动化校正 REE2+ 干扰
钕 (Nd)、钐 (Sm)、钆 (Gd) 和镝 (Dy) 等 REEs 的 M2+ 离子与 As 和 Se 的单电荷离子
出现相同的 m/z 信号。例如，150Nd2+ 和 150Sm2+ 与 75As+ 重叠，156Gd2+ 和 156Dy2+ 与 
78Se+ 重叠。

根据 ISO 17294-2 分析水样中的痕量
元素
Agilent 7850 ICP-MS 智能工具简化日常水质分析工作
流程
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使用 7850 ICP-MS（经过和未经过 M2+ 校正）测量加标 REEs 
的 NIST SRM 1640a 水中的 As 和 Se。在 100 ppb Nd 和 Sm 
的存在下 As 的标准值回收率，以及在 10 ppb Gd 和 Dy 的存
在下 Se 的标准值回收率如图 1 所示。在未经 M2+ 校正的情况
下，REE2+ 重叠的干扰导致 As 和 Se 的回收率假性升高。然
而，通过应用自动化的 M2+ 校正，两种元素的加标回收率都在
标准值的 ±3% 以内，准确度得到了显著提升。

测量的一系列水样中所有 28 种分析物的平均浓度和回收率可
参见此分析的完整应用简报[3]。
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图 1. 在经 M2+ 校正（蓝色条）和未经 M2+ 校正（黄色条）的条件下，加标 
REEs 的 SRM 1640a 中 75As 和 78Se 的回收率

简化日常维护
为了最大程度提高水质检测实验室的分析性能、稳定性和分析
效率，最好根据所测溶液数量而非运行时间来安排日常维护。 
7850 ICP-MS 允许用户针对常规维护任务设置早期维护反馈 
(EMF) 使用率计数器，如更换泵管、清洁接口锥或更换真空
泵油。可以根据正在运行的样品类型调整维护频率，以确保  
ICP-MS 始终得到理想维护并在最佳性能下运行，并帮助您避
免计划外停机。

图 2. 为确保 ICP-MS 正常运行，在分析了指定数量的样品之后，EMF 会在需
要时提示用户进行日常维护

除了 EMF 和标准运行前性能检查之外，还可以配置 7850 在
每一天结束时进行运行后性能检查。可以在开始第二天的分析
之前查看运行后检查结果，识别出潜在问题以免影响工作。将
调谐校验结果与 EMF 显示相结合可以轻松确定所需的维护。

图 3. 性能报告界面（历史记录视图）显示了运行前和运行后的检查结果。红
色单元格表示不满足规定性能标准的值，表明需要检查仪器（接口锥维护、雾
化器流量检查等）
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